
中科院宁波材料所为浙江省国家高新技术企业免费测试项目
	仪器设备名称
	测试内容

	场发射透射电镜
FEI F-20
	微观形貌分析

	
	选区衍射(SAD)

	
	扫描透射(STEM)

	
	高角环形暗场(HDDAF)

	
	高分辨透射(HREM)

	
	高分辨扫描透射(HR-STEM)

	
	能谱分析

	电镜制样设备
	离子减薄仪

	
	凹坑仪

	
	超声波圆片切割

	
	超薄切片机

	
	等离子清洗仪

	场发射扫描电子显微镜
日立公司 S4800
	微观形貌分析

	
	EDS能谱分析

	
	喷金

	
	喷碳

	
	喷铂

	台式电子显微镜
日立公司 TM-1000
	形貌观察

	扫描探针显微镜SPM
	表面形貌、表面电势、摩擦力、粘弹力

	莱卡金相显微镜
	形貌观测

	X-射线衍射仪
Bruker D8 Advance / Discover
	点阵常数测定

	
	低温物相

	
	高温相变

	
	薄膜分析、小角散射测试、

	
	单晶摇摆曲线测量、三轴晶衍射测量等

	
	常温物相分析

	激光粒度仪-Zeta电位计
Malvern Nano ZS
	纳米粒度测定

	干湿两用激光粒度仪
麦其克S3500
	微米粒度测定

	表面张力—接触角仪
GBX  DIGIDROP
	表面张力，接触角测量

	热重/差热综合热分析仪
Pyris Diamond TG/DTA
	常规测试

	差示扫描量热仪
Perkin-Elmer Pyris Diamond DSC
	差示扫描量热

	
	液氮制冷

	动态热机械分析仪
Mettler Toledo DMA/SDTA861e
	拉伸、三点弯曲、双悬臂、单悬臂

	综合物理性能测量系统PPMS
	物理性能测量

	超导核磁共振谱仪
Bruker  AVⅢ 400
	1H谱

	
	13C谱、DEPT

	
	COSY

	
	NOESY

	
	HSQC, HMQC， HMBC


	
	D2O交换

	
	19F,  31P谱

	
	其他核一维

	X-射线光电子能谱仪
XPS
	表面元素分析定性、半定量等

	X-射线荧光光谱仪 XRF
理学公司ZSX PrimusⅡ
	定性、半定量

	等离子发射光谱仪
Perkin-Elmer 2100 DV
	无机金属元素分析

	傅立叶红外光谱仪
NICOLET 6700
	红外光谱检测（单位：样品）固体

	
	红外光谱检测（单位：样品）液体

	紫外/可见/近红外分光光度计
Perkin-Elmer Lambda
	扫描全谱

	
	定量测定（自带标样）、固体样

	
	玻璃光学分析服务

	比表面积及孔隙度分析仪麦克
 ASAP 2020
	比表面

	
	比表面及孔径分布

	
	测微孔


